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V kurzu “Charakterizace tenkych vrstev* budou studenti seznameni s metodami charakterizace tenkych optickych
vrstev z hlediska optickych, chemickych a mechanickych vlastnosti, které jsou urcujici pro aplikace v optickych
systémech. Budou predstaveny principy téchto metod, jejich vyhody a omezeni.

Témata prednasek:

1. Uvod. Clenéni tenkych vrstev a charakteristické informace pouZivané k popisu vrstev. Problematika inverznich
uloh v charakterizaci tenkych vrstev. Numerické metody. Korelace parametri modelu.

2. Optické charakterizace tenkych vrstev. Materidlové modely a vliv vinové délky.

3. Vypocet vlastnosti jednoduché vrstvy. Maticovy pocet pro soustavy tenkych vrstev. Spektralni charakterizace.

4. Rozsifené spektroskopické techniky charakterizace vrstev. Pfistrojova technika pro spektroskopii. Méfeni
absolutni transmise a reflexe.

5. Polariza¢ni jevy na tenkych vrstvach. Elipsometrie s spektroskopicka elipsometrie.

Pfistrojova technika pro elipsometrii. V1iv substratu a méfeni Sirokém rozsahu vinovych délek.

7. Morfologie povrchu vrstvy a rozptyl zateni. Metody mapovani morfologie povrchii — techniky optické
mikroskopie (Nomarski, konfokalni mikroskopie), interferen¢ni techniky (WLI), SEM, profilometry a AFM.

8. Mechanické vlastnosti tenkych vrstev. Mikroskopicka a makroskopické charakterizace. Nanoindentace. Méteni
komplexniho modulu pruznosti s vyuzitim AFM. Mechanické pnuti ve vrstvé. Matematické modely a metody
méteni.

9. Identifikace chemického slozeni. Mikroskopické a makroskopické techniky mapovani chemickych vlastnosti.
UV a LWIR spektroskopie, XPS, AES, SIMS. Laboratorni instrumentace a pozadavky na vlastnosti substrata.

10. Krystalografie tenkych vrstev. Monokrystalické, polykrystalické a amorfni vrstvy. RTG analyza a vliv
substratu. Elektronova difrakce (SEM, TEM).
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